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N O R M A BRANŻOWA BN-B7 
Układy scalone analogowe 

3375-26/29 
MIKROUKŁADY Pomiar współczynników 

SCALONE napięciowych {3x parametrów 
elektrycznych oraz współczynnika 
tłumienia zmian zasilania SVR Grupa katalogowa 1929 

BN-87/3375-26/29 (eqv CT C3B 3411-81) 

l. Przedmiotem normy jest metoda pomiaru współ
-:-=: ." ników napięciowych /3x parametrów elektrycznych 
oraz współczynnika tłumienia zmian zasilania SVR ana
logowych układów scalonych. 

2. Określenia 

a) współczynnik napięciowy /3x parametru X -' war
tość bezwzględna stosunku zmiany parametru Ax do 
zmiany napięcia zasilania AUcc badanego układu sca
lonego w określonych warunkach pracy. 

b) współczynnik tłumienia zmian zasilania SVR -
wartość bezwzględna stosunku zmian napięcia zasilania 
tl.ucc do zmiany napięcia na wejściu lub wyjściu ukła
du badanego w określonych warunkach pracy. 

3. Układ pomiarowy. W celu pomiaru współczynni
ka napięciowego /3x parametru X lub współczynnika 
tłumienia zmian zasilania SVR należy stosować układy 
pomiarowe podane w określonym arkuszu BN-83/ 
3375-26 opisującym metodę pomiaru parametru X ana
logowego układu scalonego. 

4. Wymagania dotyczące układu pomiarowego 
a) układ pomiarowy powinien spełniać wymagania 

podane w BN-83/3375-26/00 oraz w arkuszu tej normy 
opisującym met0de pomiar\l )1arametru X. 

h} źródło napi.;ć zastla.i~ ć·)",; !: :~ :(:rw;: J' ... Ha,' ~ ., .~; , . 

ny powinno umożliwiać zmianę tych n?pięć c ·;\ :ir i. ,)s~ 

określoną w normie przedmiotowej, 
c) niestałość napięć źródła w czasie pomiar:! wy

nikła ze zmian temperatury, obciążenia i naplę<.:~ ,;: , :t' :-: ; 
zasilającej powin!'!2- być na tyle mała, aby !nI:.!!:! !')I'

mijalny wpływ :12 ',l!ynik pomi~ !"11 . 

S. Wykonanie pomiaru 
8) Wfq,CZVĆ mierzony układ scalony do układu po

mIarowego , 
o) włączyć źrOOi0 ni:t!) i <!.~ !ń .,ilającyc!-' , nq;r;;ić !'!0u,i, 

~alne ""' r'c~r; tvcl., n"'pl·" :· , '. ;' -. . '. " ''' '''1nk '''' '' ..... , ' ~ -łoi """ L _, _ .... l . .... "':'_ II· _ ; ~ •• , ~ - ~" ..... J ..... :0 __ 

rzyć wartość parametru X = X ., 
c) zwiększyć lub zmniej~?~'(- !. wa:'wść J.U ,-c jedno 

z napięć zasilających lub wszystkie napIęcia o war
tości: AUCCI , AUCC2, AUccn i w tych warunkach zmie
rzyć wartość parametru X = X 2• 

d) obliczyć współczynnik napięciowy /3x lub współ
czynnik tłumienia zmian zasilania SVR wg wzorów 

/3x 
Ix2-x.! 

tl.ucc 
(l) 

lub 
IX2-X.! 

/3x /j.uCCI + AUCC2 + ... + AUccll 
(2) 

AUcc 
SVR = IX2-X.! 

(3) 

lub 
t:. U CCI + AUCC2 + ... + t:.UCCn 

SVR IX2 - X.! (4) 

Przykładowo współczynnik napięciowy weJsclOwego 
prądu niezrównoważenia /3IIO w p.A/V określony będzie 
wzorem 

/3I!O -

y, l:!órym: 

I hO(2) - 110(1) I 
V CCI 

(5) 

1::J( l) wejście \v)' prąd niezrównoważenia dla no
minalnej wartości :łapię!.' zasilaj~cych. 

; · C~2 . wejścIOwy prąd niezrównoważema przy 
w!lcnlllnej wartości jednego z napięć zasi
lających. 

Z kolei współczynnik tłumi~::i z. zmiali za.:;!l ""L: S' i'R 
w V/V dla wejściowego napIęcia i-.; ;;: ;.:, {,;:nc· 'aż", ;-;, :a 

określony będzie wzorem 

AUcCI 
SVR -

I T T TI 
. f J .( ., ..... - ..... '1 . 
I -~ · \ _ ; I j t 

a w oecybeiach: 
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!J.UCC1 

SVR(dB) = 20 19 
U[(l(.2) - UJ(~ I) 

(7) 

w którym: 
U/(l(1) wejściowe napięcie niezrównoważenia dla 

nominalnej wartości napięć zasilających, 

UIO(2) - wejściowe napięcie niezrównoważenia przy 
zmienionej wartości jednego z napięć zasi
lających. 

6. Warunki pomiaru. Pomiar współczynnika napięcio
wego Ih określonego parametru elektrycznego lub po
miar współczynnika tłumienia zmian zasilania SVR po
winien być wykonany przy określonych w normach 
przedmiotowych wartościach: 

- nominalnych napięć zasilających: U CCl , U CC2 

UCCn, 

- zmIan napięć zasilających: !J.UCCl, !J.UCC2 

KONIEC 
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